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(64) Zphsob holografické interferometrie pro modely s velkymi deformacemi
a posuny pfi zatd¥ovani '

Holografickd interferometrie se pouZivd
k urdeni priub&hu sou&tu hlavnich napét{ na
rovinnych modelech vyrobenych z transparent-
nich materidlu.

P¥i navrieném zplsobu se p¥i prvé expozici
v nezatifeném stavu vloZi do mé&¥iciho za¥i-
zeni planparalelni deska ze stejného mate-,
ridlu jako model a o stejné tloustce jako
model. Jeji rozméry a umisténi jsou voleny
tak, aby presdhla model v zati%eném stavu.
Teprve pro druhou expozici v metod& dvojné-
sobného osvitu nebo pro pozorovani v metodé
"real-time" se deska nahradi modelem.
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Vyndlez se tykad zplsobu holografické interferometrie s dvojnésobnou expozici i zpisobu
"real-time".

Holografickd interferometrie se pouZivd k urlenf prib&hu souftu hlavnich napéti p¥i ro-
vinné napjatosti. Princip metody spodivd v porovnani optické dréhy svétla prochdzejictho ro-
vinngm modelem konstrukce vyrobenym z transparentniho materidlu, nap¥. plexiskla, epoxidové
prysky¥ice apod v nezat{feném stavu s optickou dridhou své&tla prochdzejfciho modelem po zati-
#eni. Interferenci obou své&telngch vin vznik4 interferen&ni pole, tzv. systém interferendnich
pruhd, odpovidajici prib&hu sou&tu hlavnich napéti podle vztahu:

A
Ty + Oy = e N
1 27 "¢a” + B

o ; 0; je soulet hlavnich napéti,
A - vlnové délka svétla,
t - tloustka modelu,
A", B” - optické konstanty materidlu a

N ~ ¥&d interferen¥niho pruhu.
. M&¥en{ se realizuje dvojim zpisobem:

V metodéd dvojnésobné expozice se v za¥izeni pro holografickou interferometrii na jedinou
holografickou desku postupnd& zaznamend obraz modelu v nezatf{Zeném i zatiZeném stavu, po
zpracovdn{ holografické desky lze pozorovat vzniklé interferen&ni pruhy odpovidajici zm&n&
mezi ob&ma zatdZovacimi stavy.

V metod® "real-time" se na holografickou desku zaznamend pouze prvni zatdZovaci stav,
kdy je model nezati%en, deska se na mfstd vyvold a pfes ziskany hologram se v zaf{zen{ p¥imo
pozoruji interferen&n{f pruhy, vznikajfci p¥i zat&Zovani modelu.

Ob& uvedené metody jsou nepouZitelné v p¥ipadé&, kdy p¥i zatdfovdni modelu dojde k takové
jeho deformaci nebo posunuti, %e se obrazy nezatifeného modelu bud nepfekryvaj{ vibec a in-
terferen&ni obraz nevznikne, nebo se pfekr§vaji takovym zplsobem, %e vznikajfcf interferenéni
pole nedovoluje s potfebnou pfesnosti zajistit stanoveni napjatosti modelu.

Tuto nevyhodu stdvajicich zplsobl lze odstranit zplsobem m&¥eni podle vyndlezu, p¥i
kterém se p¥i prvé expozici v nezati’eném stavu vloii do m&¥icfho za¥f{zeni planparaleln{
deska, kteri je ze stejného materidlu a m4 stejnou tlouéEku:jako model. Teprve pro druhou
expozici nebo pro pozorovdni v metod& "real-time" se deska nahrad{ modelem. Planparalelnf
deska musf mit takové rozmdry a byt v za¥fzen{ tak umf{st&na, aby v zorném poli p¥esahovala
zatiZeny model. Pokud p¥esahuje i model nezati’eny, lze této skutednosti vyuZit ke kontrole
pfesnosti pfi vymé&né desky a modelu.

K realizaci zpusobu podle vyndlezu je t¥eba, aby deska i model byly z planparalelniho
materidlu o stejné tloustce a aby s vfhodou byly umistdny pfesnd kolmo na smdr svételnych
paprski,

Hlavni p¥ednosti{ zplsobu holografické interferometrie podle vyndlezu je roz8ifeni moZ-
nosti pouZitf{ i na p¥ipady, kdy velké deformace a posuny modelu p¥i zat&Zovéni nedovoluji
stanovit stav napéti{ rovinného modelu klasickym zplsobem.

Komplikace navrZeného zpusobu m&feni spojené s nutnost{ planparalelnosti modelového ma-
teridlu sice omezuji moinosti jeho pouZitf, ale lze vymezit typy dloh, kdy realizace navrie-
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ného zplusobu je jedinou cestou vedoucf k cifli. Takovou tdlohou miiZfe byt stanoven{ dUplného po-
pisu napjatosti modelu bez volného okraje kombinaci fotoelasticimetrie a holografické inter-
ferometrie, jestli’e pfi zatffeni dojde k deformacim nebo posunim modelu, znemoZiujicim kla-
sické mé¥en{ v holografickém interferometru, a jestliZe zadani ilohy vyZaduje stanoveni
v3ech parametrd jak fotoelasticimetrickych i holografickych na jediném modelu, p¥ipadné

i v jediném okamZiku. .

K objasnéni zplusobu podle vyndlezu jsou p¥ipojeny vykresy, kde na obr. 1 jsou charakte-
rizovédny pivodni zpisoby a na obr. 2 zpisob podle vynédlezu.

Na obr. 1 je zndzornén p¥iklad nezatiZeného modelu 1, jako? i jeho obraz na holografické
desce 2 a soufasnd zatiZeny model 3 a jeho obraz 4 na holografické desce 2. Interferen&ni
obrazec vznikd pouze ve Srafované oklasti. V obr. 2 je zn&zorné&na planparaleln{ deska 1 a na
holografické desce 2 vznikne jeji obraz od polohy zatiZeného modelu 3 jako jeho obraz 4 na
holografické desce 2. Srafovdnim je op&dt vyznadeno misto vznikajiciho interferen&niho pole.

PREDMET VYNALEZU

Zpisob holografické interferometrie pro modely s velkymi deformacemi a posuny p¥i zaté&-
%ovdn{ s dvojndsobnou expozici nebo holografické interferometrie "real-time", vyzna&eny tim,
%e pfi prvni expozici v nezatiZeném stavu se prosvétluje planparalelni deska z modelového
materidlu a pro druhou expozici nebo pro pozorovdnf v metodé "real-time" se deska nahradi
planparalelnim modelem z tého¥ materi&lu jako deska, o té%e tlousfce, ktery se zatiif, pf¥i-
&emZ planparalelni deska p¥i prvni expozici je takové velikosti a umist&ni, %e se obséhne
velikost a umist&nfi zati¥eného modelu, &imZ vznikne interferen&ni pole, odpovidajici stavu
napét{ modelu v celé jeho ploSe i v p¥ipad®, Ze &4sti modelu nebo i cely model pfed a po
zatifeni jsou mimo zé&kryt. '

1 vykres
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